POLSKA
METROLOGIA

Projekt pt.: ,,Opracowanie metodyki badan i analiz struktury geometrycznej

powierzchni technologicznie wytworzonych przedmiotéw wykonanych z
materiatow o roznej refleksyjnosci”, nr PM-1I/SP/0046/2024/02 przyjety do
finansowania w drodze konkursu na realizacje projektow w ramach
programu pod nazwg Polska Metrologia II, ogtoszonego komunikatem

Ministra Edukacji i Nauki.

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 r. - 31.01.2026 .
Catkowita wartos¢ projektu: 999 530,40 zt

Wartos¢ dofinansowania z budzetu panstwa: 999 530,40 zt

Data podpisania umowy: 14.02.2024 r.

Projekt realizowany w ramach porozumienia o wspotpracy miedzy
Politechnikg  Krakowskg (Lider projektu), Politechnikg Opolska oraz
Politechnikg Poznanska.

Zagadnienia objete planem realizacji w ramach prezentowanego Projektu
dotyczg obszaru metrologii warstwy wierzchniej ze szczegdlnym,
uwzglednieniem struktury geometrycznej powierzchni w zakresie topografii
powierzchni, jakosci wytworzonych przedmiotéw oraz sposobu weryfikacji
jakosci w drodze badan stanowiskowych z wykorzystaniem réznych metod

i technik pomiarowych.

Projekt ma na celu opracowanie metodyki badan i analiz struktury
geometrycznej powierzchni w zakresie topografii powierzchni wytworzonych
technologicznie przedmiotéw wykonanych z materiatdbw o roéznej

refleksyjnosci (réznym stopniu odbijania/pochtaniania $wiatta), aby



mozliwe bylo prowadzenie kompleksowej oceny jakosci wyrobu przy

wykorzystaniu bezstykowych systeméw optycznych.

Projekt bedzie realizowany w ramach agendy badawczej projektu
,Utworzenie Regionalnego Zespotu Akredytowanych Laboratoriéw
Badawczych i Wzorcujacych Politechniki Krakowskiej (RZAL)"”, w zakresie
badan struktury geometrycznej powierzchni. Nalezy podkresli¢, ze
proponowane prace naukowo-badawcze sg istotne z praktycznego punktu
widzenia oraz komplementarne w odniesieniu do agendy badawczej
projektu ,,Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny Gtdwnego Urzedu Miar
(SKLGUM)” realizowanego przez Gtowny Urzad Miar.



